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[序] 静電気力顕微鏡(EFM)は有機分子上に生成したナノスケールの静電荷、分極状態を検出・画

像化することのできる有力な方法である。[1][2] EFM を用いれば、有機薄膜太陽電池への光照

射により生じる励起子や電荷を画像としてとらえることができる。我々は、これまで暗状態

における有機太陽電池薄膜表面の静電気力イメージを報告し、トポグラフでは検出できない

微細な静電的構造を明らかにしてきた。今回は、振幅フィードバック条件下において、周波

数シフト法を用いて光照射で誘起された電荷による静電気力を検出した結果を報告する。 

[実験] 試料は ITO 基板上に、PEDOT/PSS 薄膜を形成し、その

上に P3HT/PCBM 薄膜を作製した。薄膜形成にはスピンコ

ート法を用いた。さらに作製した試料にはアニール処理を

施した。測定概略を図１に示す。自励発振させたカンチレ

バーの振幅が一定になるようにフィードバック制御し、探

針‐試料間には10Vのバイアス電圧を印加した。ここに ITO

基板側から 532nm、200mW の 10ns パルスレーザー光を 25~100μs 間隔で照射し、オシロスコ

ープで周波数シフトを観測した。また、光誘起電荷による周波数シフトをトポグラフと同時

にマッピングするために、25μs 間隔のパルス列を 1ms ごとに ON/OFF を繰り返し、レーザー

の ON/OFF に伴う周波数シフトをロックインアンプで検出した。 

[結果と考察]図２にトポグラフと光誘起電荷によ

る周波数シフト像を示す。周波数シフト像中の

明るい領域は周囲より周波数シフトの小さい、

すなわち観測された光誘起電荷量が少ない領

域である。図中の点線で囲んだ領域が示すよう

に検出電荷量と表面形状は単純には一致しな

い。この結果は、トポグラフでは同じような

高さで観測される領域でもドナー/アクセプ

タードメインのブレンド構造が異なることに起因すると考えられる。本検討ではブレンド構

造と対応付けて電荷の生成・再結合とマイグレーションについて議論を行う。 
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